






















































专利名称(译) 发光检测工作站

公开(公告)号 US20030092194A1 公开(公告)日 2003-05-15

申请号 US10/323669 申请日 2002-12-20

[标]申请(专利权)人(译) GAMBINI迈克尔 - [R
Voyta酒店约翰·C·
ATWOOD JOHN
DESIMAS BRUCEê
拉卡托斯EDWARD
LEVI JEFF
金属以色列
SABAK GEORGE
王永东

申请(专利权)人(译) GAMBINI迈克尔布隆
Voyta酒店JOHN C.
ATWOOD JOHN
DESIMAS BRUCE E.
拉卡托斯EDWARD
LEVI JEFF
金属以色列
SABAK GEORGE
王永东

当前申请(专利权)人(译) 应用生物系统有限责任公司

[标]发明人 GAMBINI MICHAEL R
VOYTA JOHN C
ATWOOD JOHN
DESIMAS BRUCE E II
LAKATOS EDWARD
LEVI JEFF
METAL ISRAEL
SABAK GEORGE
WANG YONGDONG

发明人 GAMBINI, MICHAEL R.
VOYTA, JOHN C.
ATWOOD, JOHN
DESIMAS, BRUCE E. II
LAKATOS, EDWARD
LEVI, JEFF
METAL, ISRAEL
SABAK, GEORGE
WANG, YONGDONG

IPC分类号 G01N33/532 G01N21/15 G01N21/25 G01N21/27 G01N21/31 G01N21/64 G01N21/76

CPC分类号 G01N21/15 G01N21/274 G01N21/276 G01N21/31 G01N21/6452 G01N21/6456 Y10T436/115831 
G01N21/76 G01N2021/6471 G01N21/763 G01N33/581 G01N2333/90241 G01N21/6486

优先权 60/144891 1999-07-21 US

外部链接  Espacenet USPTO

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a008c33a-353b-4539-b488-2d138daa19e7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/022510606/publication/US2003092194A1?q=US2003092194A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220030092194%22.PGNR.&OS=DN/20030092194&RS=DN/20030092194


摘要(译)

公开了一种用于分析发光样品的发光检测设备和方法。将发光样品置于
托盘中的多个样品孔中，并将托盘置于含有电荷耦合器件相机的可见光
不透性室中。可以将样品注入孔中，并且可以通过注射器向样品注射缓
冲液和试剂。在腔室中，来自发光样品的光通过准直器，菲涅耳场透
镜，滤光器和相机镜头，由此通过电荷耦合器件（CCD）相机上的光学
器件产生聚焦图像。菲涅耳场透镜与准直器和滤光器的结合使用可以降
低样品之间的串扰，使其低于现有技术可达到的水平。所公开的发光检
测设备和方法的优选实施例包括所有操作的中央处理控制，多波长滤光
轮，以及样品和试剂的机器人处理。与本发明集成的处理软件的优选实
施例包括用于机械对准，异常值剃须，边缘检测和掩蔽的元件，用于扩
展动态范围的多个积分时间的操纵，串扰校正，暗减法内插和漂移校
正，特别是多分量分析应用。专为发光和均匀性校正而设计。


